AllegatoB C_pltolato Tecruco R

"-..'__"-_jSpeC|f|che tecnlche per uno studlo
"-__._.'g:-;prehm|nare del sistema d| fendlture__-__."_..-_"_i
~ dello spettrografo Solar C-EUVST |

) ’-'Sommarlo e R A e
3 '-'Oggetto della presente procedura comparattva & uno studto prellmmare a Ilvelfo dz Fase

N '_ A, peri sistema di fenditure dello spettrografo Solar C-EUVST, proposto alla agenzia

spaziale del Giappone, JAXA, da un consorzio internazionale di istituti di cui in Italia fanno
parte INAF, Unlv_e_r_sﬂa degli S_tud_l di Pad_o_va_ e _CNRI_Is_tit_u_tq di F_o_tonlc_a € Nanotecnologie.




iA_I_l_eqatd B: Capit_olatq Tecnico

Contesto

La mlssmne Solar-C EUVST & una missione proposta alia JAXA con contnbuti NASA e dl
“varie ‘agenzie spazsah europee, - per lanciare a meta degli anni 2020, in. orbita -polare
terrestre, uno spettrografo con capacita di produrre simultaneamente immagini e spettri
" del Sole denomlnato Extreme UItraV.'olet ngh Throughput Spectroscoptc Telescope_
: ':(EUVST) R

: _._Le caratlenstlche satsents delio strumento per tail oblattlvz SCIentlf ici si nassumono in
- un'ampia copertura s:multanea di temperatura dei plasmi solari (0.02 - 10 MK) unita a

- un'elevata efficienza, con un salto nelle prestazaonl di un fattore 10-40. r:spetto ad analoghi
~ strumenti lanciati in passato. ‘Lo spettrografo EUVST, in particolare, misurera le proprieta
dei plasmi solari, dalfla cromosfera fino alla corona simultaneamente, ad alta risoluzione
spaziale (0.4") e temporale (0.5 s), e con una nsoiuzmne spettra!e tale da nsoivere
-ﬂuttuaznom dl vefomta d; 2 km/s :

. Le prmcnpah specnﬁche tecmche dello strumento sono elencate nelfa seguente tabeila

“Podal {0 o Wolume Bl NVATE I : Dala._' -
i Mass 1648 kg I \\’xi-l xL I 0.86mx102mx3.52m Power I 172w I Rote I EMbps(X band downlmk)
“Temporal '_ 91 5.0 sec {Active Regions) | .+ "Spatial = ;0'3’1'-1- o] Pedofview | £150x280
Resolution 0.2 - 20.0 sec (Quiet Suny ] - Resolution © {75 aresee. '{\uthoul re—puiutmg) BECSEC © o
Primary . -I-‘ocall,.engt_h._. Diameter: _ﬂ’#  Plate Seale at Slit: .| Microroughness: U Coating: :
: 2800 mm R I 280 mim EO 13 57 ;un ,f:m:sec RRE . A RMS MulSz with ByC overcoat -
i’oia.nlr'lg ’ Fast msltrfﬁnc pomung mechamsm mnj,e ‘EDO imagu mouon in pm.h ;md ya\\ <OD9 {3u) > m]{z response N

Focus adjusunenk atong tclcscope chiefray to make best solar image on the slit, See TabIe F-2.°

S _Sp_gclr_ﬂ Rauge_ -
Primary Temperature Coverage . R 4272 {logiw T/K)
: “Slit Length and Widths | 000 T 353 arcsccxu 184, 0368 0.740, and 1.470 arcsec
Speclrai Resolul!nn(?./& FWIIM) IR 111+t B : U300
: - 'Plate Seale '0.184";13.5pmpixe1 B U 0,184™ 7 20,0 um pixel
" Spatial Resolution |~ 0 0 02%aresee ool 3 aresee
R ' U Figure " “foroidal, 5.5 Magmﬁcauan T4 U romidal, 8.0 Magaification
' " Spot Size at Detector ; ! C Coa o
s (RMS Rndlus) 2 0 pm, 14, 2 j,u'n 203 pun* 1.0 pm, 18.1 pm, 27.3 pm*
g - Contlngs i Graded ModSi multilayer: - Th-W-8i maltilayer with B:C capping layer -
U.‘_ “:Surface Roughness <5 A with<i/64 RMSFigurcError {© ¢ <5 Awith</ 64 RMS Figure Ervor ]
Type, Blaze,RuEing Density | VLS, Laminar Blaze, 4200 linesimm " VLS, Triangular Blaze, 2000 lines/mm
e D . Backside-thinned CCD, 4096x2048, | - - - Intensified APS, 3840 2048, ©
electnrs . : N - IR X : R
13.5 pm pixels - 20 pm pixels :
o Collimating lens, camemlens\ulhfocus 5 IV Mg 1Lk 2796 A, Mg 12852 A, contipuum 2833!&
Feed Optics - mechanism, two fold-mitrors - Wavelengths white hghl(f‘orgmund !est) ) ’
it Single $00 A filter in front, filter wheel I B .
- Pre-Filters | with three blocking filters, 7-10 A DR Sol_c Filter : - ;%':,,ﬁ}f:,‘:n::},?:??gégi 1;::}{:(2;1;&5, =
" "' bandpass before sensor : Tl P
. Detector 21920x2048 AT, 30@:38{) aroaee FOV Wit Lumogcn UV' : Spati_alf&so_luliun . _. 0.t8a.n:secfpixel
U conversion coating : . :
v sl Achromat with Badow, tvo v.edgcs B 1 . o Four photodiodes |
Optics .| o 0 et pointing . “a\eleng_t_h _Rn.nge 52006200 A Seq;or (redundant sets)
Focal Length 188m Acquisition Range | +24 arcmin 0[!' Point Rﬂnge s 421 arcmin
i Linear -7 TPt NI ILE 0.02 srosec RMS @
Range > +1(}0 aresec - ' Off-Point Granutaﬂw + Barcsec ‘\olse Equimlem Angle “after filtering

T Spot sizes arc avcraged over the short and long wavelength bandpasses al the slit ccmer slit center- top mtdpom! and shit mp. o

EUVST Spec:f'che generah dello strumento. R
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Allegato B: Capitolato Tecnico

Le seguenti due figure illustrano lo schema generale dello strumento con le principali
interfacce.

Guide Telescope

Entrance Aperture

Long Wavelength

Short Wavelength "APS FPAS  gpetrograph
Graling Assembly Slit Assembly Slit Jaw Imager CCD FPA Electronics B

EUVST: schema optomeccanico. Il sistema di fenditure (“slit assembly”) é sulla

mininden malnvanal dalllamavbiiva Adlimmvannan dalloa ~évssssnsado

Bulkhead 157.6
Bulkhead 28.9
Shortwave Detector, Slit-Jaw Bench, Shutter Bulkhead 85 b end 28

slit-Jaw Imager  Slit Mechanism &
& Detector Readout Board Interface gt javy imager Bench Interface  Folding Mirror Interfac:

Bulkhead 254.8
Primary Mirror - Longwave Detectors & Detector
Mechanism Readout Board Interface

Grating Mechanism
& Door Interface

e

\ Bulkhead 26.5
Filter Wheel Interface

EIN/OT. Dulmainmall lvbnubannn

La proposta per la missione Solar-C_EUVST & stata sottoposta alla JAXA nel gennaio
2018 in risposta a un Announcement of Opportunity competitivo per una missione di
classe media e per la finestra di lancio del vettore Epsilon n. 3 (dicembre 2025).

Nel luglio scorso, la JAXA ha annunciato la selezione preliminare di tre missioni, tra cui
Solar-C_EUVST, per le successive fasi di definizione, denominate “pre-fase A1b-c” dalla
JAXA. Si tratta essenzialmente di studi sostanziali corrispondenti alla “fase A” di missioni
ESA o NASA.
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Allegato B Cg_pitolato Tecmco

- Nel novembre scorso, il contnbuto den partecnpantt USA al consorzto proponente e stato
oggetto dl una Partner M!ss;on of Opportumty proposal aila NASA '
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| -:"Ailegéto_B:_ ggp:itolatﬁ Tgcn'ic.:o S

o :;-Spemflche 3

L oggetto di questa gara e uno studlo prehmmare, a Ilvelto dl Fase A del S|stema dello

' "-sht assembly delto strumento Sa tratta di un sottossstema che allmenta da un Eato il

' retlcoio di diffrazione dello spettrografo e dali’altro il SIstema ds ;mmaglnf di contesto (sht-
jaw Jmager) Le carattenstlche essenznah dei sistema da anahzzare e dl cui Venf' care Ia
- fatt:bahta sono Ee seguentt

_ ”:Ststema dl fendlture (sht assembly) Ststema dE 4 fendr:ure iunghe cuascuna cu'ca
'_f_'5 2 mm e di cm ia plu piccola @ larga 2. 5 pm, che aElmenta il reticolo d; d:ffrazrone
" dello strumento. Le larghezze delle 4 fenditure in termini di dlmensmne angoiare sul

piano focale sono: 0.184", 0.368", 0.74” e 1.47". Olire alle 4 fenditure, il sistema

~ dovra avere anche un foro di calibrazione di circa 2.2x2.2 mm’ in modo da

"permettere il passagglo Verso. al retlco!o di un fascio ds catlbrazzone (dlametro.

' _'lntorno a1 .8 mm) I meccanlsmo di mov&mentazmne dovra essere tale da poter . C
o coliocare in maniera nproduc:btle una fendttura seleznonata fra le 4 dESponiblil (piu il

: .-._'_-:f:foro di cahbrazuone) al centro del campo di vista. con una prec;suone di 1 pm. I )

"-.'meccanfsmo di mowmentazuone delie fendlture pub essere per esemp:o Itneare o T L

g rotante

'_ Coatmg” Una delfe supert" ci della piastra deve vanno mcnse }e fendlture (quelfa_._ : G
S .:jnelia direzmne di amvo delta luce dallo specchlo premario la. cos;ddetta sht jaw)__ S
- deve essere nﬂettente ‘gon. un coatmg ottlmtzzato a 280 nm e con una banda UL

- '-_-.f--_}_passante non mfenore a 5-10 nm.

.'Oitre al requnsm prmc;pa!l di cw sopra si dovra tener conto del fatto che |E mstema d; -:_
-'.fendtture sl trova al fuoco del teiescoplo e che qu:ndt dovra avere propneté ottlche_ S

L _adeguate per il s;stema deilo sht jaw lmager e che inoltre la movnmentaz:one del mstema_ _'

B non degradl queste propneta Tra i prmmpa!l ulterton reqms;it che questo lmpilca sono da

'._conS|derare che la !avorazmne del!a superﬁcue sra a I;velio del demmo di Iunghezza
o onda che le due superf Ci deila plastra siano paraltele entro 0.1 grads che il parailellsmo
tra ie fend;ture 1§ rolf) sia aggiustablie nel processo di mstailazaone deE S|stema che la

L lunghezza delie fenditure sia di almeno 5.2 mm in modo da Iasmare un margme suff clente el

f per compensare eventuali pICCOIE erron d| centragg:o del s;sfema e

" '_:g'La massa complesswa delto sht assembly dovra essere aI massamo dl 15 kg La__- o
:temperatura sulla superﬂme deile fenduture dovra rimanere zntorno ai 30 cC.: La potenza R
o _elettﬂca del s:stema dovré tener conto che ia potenza eiettnca perl intero strumento deve L

- ._nmanere entro i 161 W (di cui 36 W per I operat.'on heater’) e che, di conseguenza Ia
' potenza d| ptcco dlspombl!e al sottosnstema dovrebbe rimanere entro i 15 Watt ' "
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* Allegato B: Capltolato Tecnico

Elenco de| prodottl atteSi

Come nsultato de!l’anallss di fattlbaltzta e def progetto prehmmare oggetto deila presente
gara si nchledono i seguentl prodott; o : SR EINDLRCS

R 1 Feas;billty Report (Studlo dl fattiblltta) Rapporto ﬁnale che descnva una 0 plu
o soEuzuonl tecnuche dl dettaglio per : _ .

_a) i_a reahzzazuone del S}stema d: fendlture oggetto del presente bando

'._b) i coat:ng da deposnare sulia superf cie delia slit-jaw, ;ndlcando il trpo dl
matenaie e le tecn:che di depos;to atte ‘ad oftenere una superf' cie di qualita
ottica che risponda ai requisiti del sistema.

Per le soluzioni tecniche descritte, il rapporto ne dovra definire la fattibilita dati i

- requzsm indicati netle proposte alla JAXA e alla NASA e nassuntl nella precedentu

i sezioni, in partscolare nella sezione Spec;f‘ che" allegando un dlsegno tecnico 3D
'.:_a hve!io draft esecutwo e una sﬂma di: massama deglt mterva!h di- temperatura di

'-"__"operabihta deI SIStema zncluso I’mtervaflo df temperature entro cw l! coat;ng_-' RENey

- : : nﬂettente nspetta Ie speclf che

2 j-_i_icﬂ (lnterface Control Document) Def nmone de!ie mterfacce (meccantche e
:termlche eiettrlche ecc)con il resto delEo spettrografo EUVST S

3 Stlma det costo d| reahzzaz&one dei SIStema dl fendlture (mc!uso planmng)

- '.'_.?Prezzo base e templ dl esecuzmne
' -'-'-'_;Ii prezzo base delia gara e di 58 000 € lVA esclusa -

| .:Si nchtede che |i !avoro oggetto def presente bando debba essere conc!uso entro un [
. periodo. di 4 mesi. eventuaimente estenSIblle motlvatamente e previa approvazuone daE_; |
- parte deila Stazaone Appaltante f' ino a 8 meS| dail'assegnaznone del¥ ;ncanco AR
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